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半导体激光器总规范

1 范围

本标准规定了半导体激光器的通用要求,包括术语和定义、分类、技术要求、测试要求、检验规则、标
志、包装、运输和贮存。

本标准适用于半导体激光器的研制、生产和交付等。半导体激光器组件可参考执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.5 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB7247.1 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求

GB/T7247.13 激光产品的安全 第13部分:激光产品的分类测量

GB/T10320 激光设备和设施的电气安全

GB/T12339 防护用内包装材料

GB/T15313 激光术语

GB/T31359 半导体激光器测试方法

3 术语和定义

GB/T15313界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
半导体激光器 semiconductorlaser
以半导体材料为激光介质的激光器。

3.2
垂直腔面发射半导体激光器 verticalcavitysurfaceemittinglaser
出光方向垂直于p-n结平面的半导体激光器。
注:改写GB/T15313—2008,定义2.4.21。
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